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Sposob pomiaru czestotliwosci i

aktywnosci

rezonatorow kwarcowych
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Przedmiotemm wynalazku jest cposéb pomiaru
czestotliwos$ci i aktywnosci rezonatoréw kwarco-
wych podczas obrébki technologicznej.

Wynalazek ma zastosowanie przy masowej pro-
dukeji rezonatordw kwarcowych, za§ zestaw przy-
rzadéw pomiarowych wykonanych dla przeprowa-
dzanija pomiaréw wedlug sposobu bedgcego przed-
miotem wynalazku, pozwoli na wyeliminowanie
stosowanej dotychczas kosztownej aparatury.

Znany spos6b pomiaru czestotliwo$ci stosowany
przy produkcji rezonatorGw kwarcowych podany
jest na schemacie blokowym na fig. 1, gdzie bada-
ny rezonator kwarcowy 1, umieszczony w galezi
czwérniku 2, pobudzany jest do drgan za pomocs
generatora 3. Woltomierz selektywny 4, zalgczony
na wyjsciu czwérnika 2, mierzy napiecie wielkiej
czestotliwosci i jednocze$nie jest wskaZnikiem do-
strojenia rezonatora kwarcowego do rezonansu.
Napiecie wielkiej czestotliwo$ci podawane jest
z wejScia czwoérnika 2 na falomierz dekadowy 5,
z ktérego po obnizenju czestotliwoéci, podawane
jest na licznik cyfrowy 6. ‘

Opisany sposéb nie pozwala na przeprowadzanie
ciggtego pomiaru czestotliwosci rezonatora kwar-
cowego podczas obrébki technologicznej, jodkowa-
nia lub dopylania (dla zwiekszenia grubo$ci war-
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stwy srebra na plytee kwarcu) i podgrzewania,
poniewaz licznik cyfrowy 5 podaje wynik okreso-
wo. Okresowy pomiar zwieksza blad dobrania cze-
stotliwo$ci rezonator6w kwarcowych oraz prze-
dluza czas trwania procesu technologicznego.
Wymienionych wad nie posiada sposéb pomiaru,
bedacy przedmiotem wynalazku, ktérego istota po-
lega na cigglym jednoczesnym pomiarze w czasie
proceséw produkcyjnych czestotliwosci i aktywno-
§ci rezonatoréw kwarcowych, przy uzyciu znanej
metody okreS$lania czestotliwoéci rezonatora za po-
mocg pomiaru czestotliwos$ci réznicowej uzyski-
wanej ze zmieszania czestotliwo$ci generatora
z rezonatorem kwarcowym badanym i generatora
z rezonatorem kwarcowym wzorcowym, kt6rego
czestotliwosé pomierzona zostala uprzednio

- Ww ukladzie standardowym, oraz znanej metody

okreS§lania aktywnos$ci rezonatora k'warcowego za
pomocg miernika, wskazujgcego wielkosé pradu
siatki generatora.

Na fig. 2 przedstawiony jest schemat blokowy
ukiadu dla wykonywania pomiaréw wedlug sposo-
bu, bedgcego przedmiotem wynalazku.

W ukladzie przedstawionym na fig. 2, prad
zmlienny wytworzony w generatorze kwarcowym 1,
o czestotliwo$ci drgan zalgczonego rezonatora
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kwarcowego wzorcowego 2, przez separator 4, oraz
prad zmlenny wytworzony w generatorze 5, o cze-
stotliwos$ci drgan zalgczonego rezonatora kwarco-
wego badanego 6, przez separator 8, mieszajg sig
w mieszaczu 9 i otrzymana czestotliwo$¢ réznico-
wa poprzez filtr dolnoprzepustowy 10, ukiad ogra-
niczajacy amplitude 11, uklad formujgcy impulsy
12, uklad stalej czasu 13, mierzona jest wychytlo-
wym miernikiem czestotliwosci 14. Do korekcji
bleddw wskazan miernika czestotliwo$ci 14, stuzy
generator cechujgcy 15, wilgczany wytgcznikiem 1I16.
Dla kontroli akustycznej, czestotliwo$¢ rdznicowa
z mieszacza 10, podawana jest przez wzmacniacz
17, na gros$nik 18.

Jednocze$nie z kontrolg czestotliwo$ci przepro-
wadzany jest staly pomiar aktywnosci rezonato-
row kwarcowych przez rdéwnoczesne mierzenie
pradu siatki w generatorze 1, za pomocg mierni-
ka 3 i w generatorze 5, za pomocg miernika 7.

Generatory 1 i 5 pracujg w identycznych ukta-
dach Pierce’a lub Butler’a, w zaleznos$ci od zakre-
su czestotliwo$ci rezonatoréw kwarcowych 2 i 6.

‘Pomiary przeprowadzane sg w sposob ciggly
przy dobieraniu czestotliwo$ci drgan rezonatorow
kwarcowych przez zwiekszanie masy, np. droga
dopylania lub jodkowania.

Ten spos6b przeprowadzania pomiaréw pozwala
na natychmiastowe przerwanie procesu technolo-
gicznego z chwilg osiggniecia przez badany rezo-
nator kwarcowy wymaganej czestotliwo$ci drgan.

Odmiang sposobu pomiaru bedgcego przedmio-
tem wynalazku, jest sposéb okre$lania czestotli-
wosci badanego rezonatora kwarcowego za pomocg
metody podwdjnego poréwnywania czestotliwosei
jednego z badanych rezonatoréw, uznanego dla
serii badanych rezonatoréw jako podwzorcowy,
raz z rezonatorem wzorcowym o czestotliwosci
znanej, zmierzonej w standardowym ukladzie
z czwoérnikiem, drugi raz z badanym rezonatorem
kwarcowym, oraz okre§lenie czestotliwo$ci rezo-
natora badanego wzgledem czestotliwo$ci rezona-
tora wzorcowego.

Odmiana sposobu pomiaru, bedgcego przedmio-
tem wynalazku, wykonywana jest réwniez wedlug
uktadu blokowego przedstawionego na fig. 2 z tym,
ze po dostrojeniu generatora 1, do czestotliwosci
rezonatora wzorcowego 2 i generatora 5, do cze-
stotliwoéci, jednego z serii, badanego rezonatora 6,
uznaje sie tak pomierzony rezonator 6 za podwzor-
cowy i poréwnywa sie z nim inny badany rezona-
tor, umieszczajgc go zamiast rezonatora wzorco-
‘wego 2, w obwodzie generatora 1. Czestotliwos$é re-
zonatora badanego okre$la sie za pomocg pomiaru
czestotliwodei réznicowej rezonatoréw: badanego
i podwzorcowego, przy czym, w ciggu serii pomia-
roéw nie zmienia sie strojenia generatoréw 1 i 5.

Jednocze$nie poréwnuje sie aktywnosci rezona-
tora badanego i podwzorcowego, za pomocg pomia-
ru pradu siatki generatoréw 11 5.

Wykonane, wedlug odmiany sposobu, bedacego
przedmiotem wynalazku, pomiary czestotliwosci
mozna przedstawié, jako zalezno$ci:

Afl = fp\v - fw; (1)
Afg = fp\v —_— fb, (2)

fp — £, = Afy = Af, — Afy; (@)
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gdzie:

fow — oznacza czestotliwo$é rezonatora pod-
WZOrcowego,

f,  — czestotliwo$¢ rezonatora wzorcowego,

fy, — czestotliwo$¢é rezonatora badanego,

Af;  — pomierzong czestotliwose réznicowsa,
otrzymang ze zmieszania czestotliwoS$ci
rezonatora wzorcowego i podwzorcowego,

Af, — pomierzong czestotliwose réznicows,
otrzymang ze zmieszania czestotliwosci
rezonatora badanego i podwzorcowego,

Af, — obliczong odchylke czestotliwo$ci rezona-
tora badanego od czestotliwosci rezonato-
ra wzrocowego.

Ostatecznie czestotliwo$§é rezonatora badanego

mozna przedstawi¢ jako:

fl, = fy, + 4f,. @)

O ile czestotliwo$é rezonatora wzorcowego — f,
pomierzona metoda standardowg, odbiega od czg-
stotliwo$ci rezonatora nominalnego — f,,, o réz-
nice:

Af;; = fw - fnom' ®)

wz6r (3) mozna przedstawié¢ jako:
fb — fhom = Afb + A1, (6)

Opisana odmiana sposobu pomiaru, bedgcego
przedmiotem wynalazku, umozliwia zastosowanie
do pomiaréw czestotliwo$ci rezonatoréw k'warco-
wych, zamiast rezonatoré6w o czestotliwosci nomi-
nalnej, rezonatoré6w wybranych z badanej serii.

Réwniez przez zastosowanie sposobu pomiaru
czestotliwo$ci rezonatoréw badanych po wigczeniu
ich na miejsce rezonatora wzorcowego do obwodu
generatora 1, dostrojonego do czestotliwo$ci rezo-
natora wzorcowego, unika sie potrzeby kazdorazo-
wego strojenia obwodu generatora z rezonatorem
badanym.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb pomiaru czestotliwosci i aktywnosci re-
zonatoro6w kwarcowych, oparty na zastosowa-
niu znanej metody pomiaru czestotliwosei roéz-
nicowej, otrzymanej ze zmieszania czestotli-
woSci generatora badanego i wzorcowego, oraz
znanej metody okreslania aktywno$ci rezonato-
ra kwarcowego za pomocg pomiaru prgdu siatki
generatora, znamienny tym, ze 'w spos6b ciggty,
W czasie proceséw technologicznych, jednocze$-
nie okre$lana jest czestotliwo$¢ rezonatora ba-
danego (6) za pomocg jpomiaru czestotliwo$ci
réznicowej, dwoch . generatoréw pracujgcych
w identycznych ukiadach, generatora (5) z rezo-
natorem kwarcowym badanym (6) i generatora
(1) z rezonatorem kwarcowym wzorcowym (2)
0 czestotliwos$ci znanej, pomierzonej uprzednio
w ukladzie standardowym, oraz poréwnywana,
okre§lona za pomocg pomiaru pradu siatki, ak-
tywno$¢ rezonatora badanego (6) z aktywnoScig
rezonatora wzorcowego (2).
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2. Odmiana sposobu pomiaru wedlug zastrz. 1,
znamijenna tym, Ze po dostrojeniu, nie zmie-

nianym dla serii badanych rezonatoré6w kwarco-
wych, generatora (1) do czestotliwosci zalgczo-
nego rezonatora wzorcowego (2) i generatora (5)
do czestotliwosci, jednego z badanej serii, re-
zonatora (8), i okresleniu czestotliwo$ci rezona-
tora (6), za pomocg pomiaru czestotliwos$ci roz-
nicowej rezonatoréw (2 i 6), czestotliwo$é in-
nego badanego rezonatora, po zalgczeniu go na
miejsce rezonatora wzorcowego (2) do obwodu
generatora (1), okreslana jest za pomocg pomia-
ru czestotliwo$ei réznicowej, po zmieszaniu
z czestotliwoscig rezonatora podwzorcowego (6),

10

6
za§ aktywno$é rezonatora badanego, okreSlana
za pomocg pomiaru pradu siatki generatora (I),
poré6wnywana jest 2z aktywno$cig rezonatora
podwzorcowego (6).

. Sposéb wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tym, Ze

czegstotliwo§é réznicowa mierzona jest za pomo-
ca wychylowego miernika czestotliwosci (14)
i kontrolowana akustycznie za pomocg gto$nika
(18), przy czym do cechowania miernika (14),
stosuje 'sie generator niskiej czestotliwosci (15).

. Spos6b wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tym, ze

dla okre§lenia aktywnos$ci rezonatoré6w kwarco-
wych stosuje sie mikroamperomierze (3 i 7).
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